
3.4.7. Układy sprawdzające parzystość lub nieparzystość (generatory bitu parzystości lub 
nieparzystości) UCA64180N, UCY74180N

Monolityczny układ scalony UCA64180N lub 
UCY74180N spełnia następujące funkcje:
a) sprawdzania parzystości lub nieparzystości jedynek 

w słowie,
b) generacji bitu parzystości lub nieparzystości. 
Jeden układ spełnia wymienione funkcje dla słowa 
ośmiobitowego danych. Wejścia parzyste i nieparzyste 
oraz wyjścia sumy parzystej i nieparzystej umożliwia­

ją kaskadowe połączenie układów w celu realizacji 
powyższych funkcji dla słowa dłuższego niż ośmio- 
bitowe. Działanie logiczne układu określa tabela 
stanów.
Typowa wartość mocy rozpraszanej w układzie wy­
nosi 170 mW.
Układy UCA64180N i UCY74180N są produko­
wane w obudowach A49B(CE70).

Wartości dopuszczalne parametrów

Parametry Wartość
Jednostki

Nazwa Symbol min max

Napięcie zasilania Ucc 7 V

Napięcie wejściowe u, 5,5 V

Ujemny prąd wejściowy - I , 12 mA

Zakres temperatury przechowywania - 5 5  125 °C



Tabela stanów

Wejścia Wyjścia

Suma ,, 1" na wejściach 
danych A , B ,. . ,H.

P a r z y s t e
Niepa­
rzyste

Suma
parzysta

Suma nie­
parzysta

Parzysta H L H L

Nieparzysta H L L H

Parzysta L H L H

Nieparzysta L H H L

X H H L L

X L L H H

Oznaczenia: H - stan wysoki, L - stan niski,

X ■ liczba parzysta lub nieparzysta

Wejścia danych

nieparzystej

Uproszczony schemat obwodu 
każdego wejs'cia Typowy schemat obwodu 

każdego wyjścia



I •aim metry statyczne
( Ir/cli nie podano inaczej — w pełnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry Wartość

Je
dn

os
tk

i

Warunki pomiaru
Układ
pomia­
rowyNazwa Sym­

bol min typ1* max

Napięcie wejściowe w stanie 
niskim

U,L 0,8 V

Napięcie wejściowe w stanie 
wysokim

U1H 2 V

Ujemne napięcie wejściowe - V , 1,5 V t/cc =  4,75 V /j =  —12 mA 
t .mt =  25°C

G

Prąd wejścio- 
wy w stanie 
niskim dla 
wejść:

danych

IlL

- 1 ,6

mA Ucc =  5,25 V 
U, =  0,4 V Cparzyste

nieparzyste
- 3 ,2

Prąd wejścio­
wy w stanie 
wysokim dla 
wejść:

danych

IiH

40

P-A Ucc =  5,25 V 
U, =  2,4 V

D
parzyste
nieparzyste

80

każdego
wejścia

1 mA Ucc =  5,25 V 
U, =  5,5 V

Napięcie wyjściowe w stanie 
niskim

UoL 0,2 0,4 V I o l  =  16 mA
Ucc =  4,75 V 
U i l  =  0,8 V 
Um — 2 V

A
Prąd wyjściowy w stanie nis­
kim

IoL 16 mA U o l  *£ 0,4 V

Napięcie wyjściowe w stanie 
wysokim

UoH 2,4 3,3 V IoH =
=  —0,8 mA Ucc =  4,75 V 

£ / , ł  =  0,8 V 
UlH =  2 V

B
Prąd wyjściowy w stanie wy­
sokim

loa -8 0 0 (xA U o h  >  2,4 V

Zwarciowy prąd wyjściowy l o s - 1 8  -5 5 mA Ucc =  5,25 V E

Prąd zasilania Icc 34 56 mA Ucc =  5,25 V F

*» Wartości typowe podane są przy Ucc = 5 V, tmmt  = 25°C
i» Jednocześnie może być zwarte nie więcej niż jedno wyjście



Zalecane warunki pracy

Parametry Wartość
Jednostki

Nazwa Symbol min nom max

Napięcie zasilania Ucc 4,75 5,0 5,25 V

Obciążalność każdego 
wyjścia w stanie

niskim n l 10

s.o.l.
wysokim 20

Obciążenie wnoszone 
przez wejścia

danych 1

parzyste nieparzyste 2

Zakres temperatury oto- 
czenia

UCA64180N
t*mb

- 4 0  85
°C

UCY74180N 0 70

Parametry dynamiczne przy UCc =  5 V, tamb =  25°C

Parametry Wartość ___ 2
1

Układ
pomia-

Symbol
Czas propagacji sygnału

min typ max
O Warunki pomiaru

od wejścia do wyjścia
• o
£

rowy

tr B L
danych Z  parzystej

45 68

tpLH 40 60 Wejście nieparzyste w stanie 
niskim

t  PUL

danych Z  nieparzy-
25 38

C l  =  15 pF
r l  =  400 n

tp L B
stej 32 48

h u L
danych Z  parzystej

25 38
ns H

tpL B 32 48 Wejście parzyste w stanie nis­
kim

tpB L
danych Z  niepa­

rzystej

45 68 C l  =  15 pF 
R l  =  400 £1

tpL B 40 60

tF BL
parzyste lub Z  parzystej 

lub Z  niepa­
rzystej

7 10
CL =  15 pF

tpLH
nieparzyste 13 20 R l  =  400 n

tpHL czas propagacji sygnału do sianu niskiego na wyjściu
tpLB czas propagacji sygnału do sianu wysokiego na wyjściu



Układy pomiarowe Pomiary parametrów statycznych

Ui=2V

U, =0.8V

4.75V

L
Nieparzyste
A W y ł __r

B parzyste j
A c
O D
N - E
O — F

U. — <5 Wy.X
— H nieparzystej

Parzyste

Z

T a b e l*  nap ięć  w ejśc iow ych  
p rzy  pom iarach U.

OL

UOL 16mA

Masa

U kład  pom iarowy Ą. Pom iary UQ.

Na w e jśc ia  p rz y ło ż y ć
Wy j ś c l e  
badane

U, • 0 ,0  V U, -  2 V

P a rz y s te N ie p a rz y s te ^  p a rz y s te j

N ie p a rz y s te
Danych 
i p a rz y s te

5  n ie p a rz y s te j

Danych
P a rz y s te  
i n ie p a rz y s t e

P a rz y s te
n ie p a rz y s te

4.75V

l
U,=2V

U,«0.8V

l£Ł_
Nieparzyste
A Wy Z -  -j

O B parzystej a
o; C a;
O D o
N E N

O F im
UOH

CL G W y ł CL
H n ieparzystej
Parzyste

J U

T

- 0.8
mA

M asa

Układ pomiarowy B. Pom iary U..

Tabe la  nap ięć  w ejśc iow ych  
p rzy  pom iarach UnH

Na w e j śc ia  p rz y ło ż y ć :
W yjśc ie
badane

U, -  0 ,8  V U, -  2 V

P a rz y s te N ie p a rz y s te $  n ie p a rz y s te j

P a rz y ste /
n ie p a rz y s te

Oanych ^ p a r z y s t e j
^ n ie p a r z y s t e j

N i e p a rz y ste
Danych
p a rz y s te

^ p a r z y s t e j

4.5VO----

>nU. =0.4V

5.25V

k

Uwagi: I .  Każde w e jśc ie  j e s t  badane o d d z ie ln ie .

2. Na w e jśc ie  badane p r z y ło ż y ć  U ( -  0,U V ,

na p o z o s ta łe  w e jśc ia  p rz y ło ż y ć  n a p ię c ie  h ,5  V

U k ład  pomiarowy C. Pom iary 1 ^

5.25V

L
Nieparzyste N ieparzyste
A W y ł _ A W y.I _

Ch B parzystej 1. . . a» B pa rzyste j
O C £ C
3 0 3 D
N E N E
O F O F

CL
G W y.I i

CL G W y.I
H nieparzystej H n ieparzyste j
Parzyste Parzyste

iM asa IMasa
I _ L  J 1

Uwagi: 1. Każde w e jśc ie  j e s t  badane o d d z ie ln ie .

2. P rz y  pom iarach I ,H do w e jśc ia  badanego p rz y ło ż y ć :  

a ) U, -  2 . ił V b) U, -  5 ,5  V 

p o z o s ta łe  w e jśc ia  d o łę c zyć  do masy.

Układ pomiarowy 0 . Pom iary I IH



Pomiary parametrów dynamicznych

5.25V

Tu cc
Niepa-

r -

rzyste
A

— B
— C
— D

E
— F
— G
— H

Parzyste
|m o s o

parzyste j

6 ^ ' - o -----------------

W yjście!;
n ieparzystej

Układ pomiarowy E. Pomiary I

_Wyjście 5  
pa rzyste j

_W yjśc ie5
"n iep a rzyste j

M a sa

Uwaga: Prąd zasilania -sprawdza się dla U ( - 0 V oraz U ( - k,5 V 

(na wejściach parzyste I nieparzyste)
Układ pomiarowy F. Pomiary

-12m A

-U,

4.75 V 

?Ucc

t r *  10ns

Niepa-
rzyste
A
BO

< C
D

D
E

O
CL F

G
H
Parzyste

_ W y jśc ie 5
parzystej

_ W yjśc ie 2
n ieparzystej

Przebieg 
w ejściow y —

M asa

Uwag i: Każde wejś 

Ustalić I 

pozos tałe

cie jest badane oddzielnie^

= -12 mA z wejścia badanego 

wejścia dołączyć do masy.

Układ pomiarowy G. Pomiary -u

Przeb ieg
wyjściowy
prosty

P rzeb ie g
w yjściow y
inwersyjny

Przebiegi określające pomiary parametrów dynamicznych

5 V

2.4 M C

G enera to r

50Q

Niepa­
rzyste
A

a; B
-Q
O J C

— D
— E

F
G
H
Pa rzyste

W yjśc ia  
P P

W yjście 1  

parzystej H f
R,=400fl

C L=15p f 
5V

W y jśc ie l ^  
n ieparzystej CL=15pfHf.

RL=̂ oon

[M asa

1. Impedancja wyjściowa generatora 2

3. Wszystkie diody są typu BAYP95 lub odpowiedniki. 

I«. Wartość 0^ uwzględnia pojemności sondy i montażu. 

5. Każde wyjście jest badane oddzielnie.

Układ pomiarowy H. Pomiary parametrów/ dynamicznych



UUA64180N, UCY74180N 
labela badań dynamicznych

Warunki wejściowe1*
Wyjścia badane Przebieg wyjściowy

Impuls z generatora U, =  0,4 V

Jedno z wejść danych
nieparzyste

sumy nieparzystej
in wersyjny

parzyste prosty

Wejścia danych
nieparzyste

sumy parzystej
prosty

parzyste in wersyjny

Wejście nieparzyste jedno z wejść danych sumy nieparzystej inwersyjny

Wejście nieparzyste wszystkie wejścia danych sumy parzystej inwersyjny

Wejście parzyste wszystkie wejścia danych sumy nieparzystej inwersyjny

Wejście parzyste jedno z wejść danych sumy parzystej inwersyjny

Na wejścia dla których warunki nie są określone w tabeli należy przyłożyć Ui — 2,4 V

3.4.8. Typowe zastosowania układów 64/74180

Układy generowania i kontroli parzystości stosuje się 
przy przesyłaniu danych cyfrowych do wykrywania 
nieparzystej liczby błędów w kontrolowanym słowie. 
Błędy, których liczba w kontrolowanym słowie jest 
parzysta, nie są wykrywane. Po stronie nadawczej 
stosuje się układy generowania bitu parzystości, a po 
stronie odbiorczej stosuje się układy kontroli patzys- 
tości. Generowanie bitu paizystości polega na wytwo­
rzeniu jednego bitu i dodaniu go do słowa kodowe­
go. Jeżeli dane słowo kodowe zawiera nieparzystą 
liczbę jedynek, to bit parzystości przyjmuje wartość 1 
oraz bit parzystości przyjmuje wartość 0, jeżeli słowo 
danych zawiera parzystą liczbę jedynek. Tak więc 
słowo kodowe z bitem parzystości zawiera zawsze 
parzystą liczbę jedynek.
Układ realizujący funkcję sumy modulo 2 wszystkich 
bitów słowa danych wytwarza na wyjściu stan logicz­
ny 1, jeżeli liczba jedynek w kontiolowanym słowie 
jest nieparzysta i odwrotnie, gdy liczba ta jest pa­
rzysta, to na wyjściu wystąpi stan logiczny 0. Tak 
więc po stronie nadawczej generatora bitu parzystości 
jest układ sumy modulo 2 wszystkich bitów słowa 
danych. Po stronie odbiorczej natomiast układ sumy 
modulo 2 wszystkich bitów słowa danych plus bitu 
parzystości wykrywa błąd pojedynczy lub nieparzystą 
liczbę błędów. Układ scalony 64/74180 umożliwia 
generację bitu parzystości lub nieparzystości dla słowa 
ośmiobitowego danych lub może służyć do kontrol i 
parzystości lub nieparzystości słowa dziewięciobito- 
wego (8 bitów danych +  bit parzystości). Układ ma

wejścia parzyste i nieparzyste służące do określenia 
czy generuje się czy sprawdza parzystość lub niepa- 
rzystość oraz do umożliwienia kaskadowego łączenia 
układów dla słów dłuższych niż ośmiobitowe. 
Połączenie układu 64/74180 dla uzyskania generacji 
bitu parzystości pokazano na rys. 3.113.
Prosty układ generacji i kontroli parzystości użytecz­
ny przy przesyłaniu ośmiobitowego słowa danych 
uwidoczniono na rys. 3.114. Jeżeli kontrolowane 
słowo danych zawiera parzystą liczbę jedynek, to na 
wyjściu sumy nieparzystej wystąpi stan logiczny 0 
przesyłany jako bit parzystości. Gdy natomiast liczba 
jedynek w ośmiobitowym słowie danych jest niepa-

Rys. 3.113. Układ generujący bit parzystości



Wejścia
danych

A
L -  3 

C 
D

64/74180

Wyjście
sumy
parzy­
stej

Wyjście
sumy
niepa­
rzystej

,1 —  W» parzyste 

We nieparzyste

Ijn
.Wyjścia
danych

64/74180

Wyjście
sumy
parzy­
stej

Wyjście 
sumy 
niepa­
rzystej 

parzyste 

We nieparzyste

Wyjście

1-Wąd 
0-bez bfędu

Rys. 3.114. Układ wykrywania nieparzystej liczby błędów powstałych przy przesyłaniu słów 
ośmiobitowych

Wejście
danych

Wejścia
sterujące

Rys. 3.115. Układ generacji i kontroli parzystości lub nieparzystości słów 32-bitowych

•Wyjścia

rzysta, to na wyjściu sumy nieparzystej wystąpi po­
ziom logiczny 1, będący wartością bitu parzystości. 
Jeżeli po stronie odbiorczej nie wystąpi nieparzysta 
liczba błędów, to na wejściach układu kontrolującego 
będzie zawsze parzysta liczba jedynek (łącznie z bi­
tem parzystości) i na wyjściu sumy nieparzystej będzie

poziom logiczny 0. Wystąpienie poziomu logicznego 1 
na tym wyjściu oznacza wystąpienie błędu pojedyn­
czego lub nieparzystej liczby błędów.
Układ generacji i kontroli parzystości można roz­
budować dla słów więcej niż ośmiobitowych w połącze­
niu kaskadowym, przedstawionym na rys. 3.115.


